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DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Caracterizacion de Materiales

PRESENTACION GENERAL

Justificacion

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formacion profesional
La caracterizacion de materiales es una disciplina de la Ciencia de los Materiales
que permite estudiar, clasificar y analizar sus propiedades fisicas, mecanicas,
Opticas, quimicas, térmicas, magnéticas, y eléctricas. Es decir, la caracterizacion
de materiales sirve para obtener distintos parametros que sirven para distintas
aplicaciones

En esta EE se abordan temas de técnicas principales y basicas para la
caracterizacion de materiales, proporcionando la herramienta basica en el proceso
del estudio de sus materiales de estudio.

Papel que cumple la experiencia educativa, dentro del area a que pertenece
En esta Experiencia Educativa se pretende proporcionarle al alumno los
fundamentos teodricos como los aspectos practicos de diferentes técnicas de
andlisis y caracterizacion de materiales, de manera que se pueda determinar qué
informacion podemos obtener, cdmo obtenerla y, finalmente, cbmo usarla.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Dar una vision de diferentes técnicas de analisis y caracterizacién de materiales,
especificando su fundamento tedrico y sus campos de aplicacion préactica. Asi
mismo, identificar qué informacion se requiere de una muestra dada, de qué medios
se disponen para obtenerla y qué tratamientos previos son necesarios para su
medicion.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Introduccién a la Caracterizacién de Materiales

Objetivos particulares
El alumno obtendra un panorama introductoria muy general acerca de los diferentes
procesos para realizar caracterizacion de diferentes materiales y entendera la
importancia de realizar caracterizaciones muy especificas, de acuerdo a la
necesidad que se quiera satisfacer.

Temas
1.1 ¢ Qué es la caracterizacion de materiales?




1.2 Evolucion Histérica

1.3 Métodos mas usuales de caracterizacion de materiales

1.4 Consideraciones generales para la caracterizacion de materiales
1.5 Seleccién de una Técnica de Caracterizacion

UNIDAD 2

Difraccion de Rayos X (DRX)

Objetivos particulares

El alumno comprendera los principios a partir de los cuales se produce la difraccion
de rayos X, y sera capaz de saber que informacion arroja cada equipo y sobre todo
de poder interpretarla y correlacionarla para obtener resultados confiables y
seguros a partir de estas técnicas no destructivas.

Temas

2.1 Ondas electromagnéticas y rayos X

2.2 Generacién de rayos X

2.3 Interferencia y difracciéon

2.4 Difraccion de rayos X

2.5 Instrumentacion y configuraciones analiticas basicas
2.6 Informacion basica de los difractogramas de DRX

2.7 Andlisis de peliculas delgadas y materiales en volumen.

UNIDAD 3

Microscopia Electronica de Transmision (TEM)

Objetivos particulares

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la
microscopia electrénica de transmisién en la formacion de imagenes y en la
interpretacion de los resultados obtenidos.

Temas
3.1 Principios béasicos
3.2 El cafién de electrones
3.3 Aceleracion de electrones
3.4 Sistema de lentes electrénicas
3.5 Defectos de lentes electronicas
UNIDAD 4

Microscopia Electrénica de Barrido (SEM)

Objetivos particulares

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la
microscopia electronica de barrido en la formacidon de imagenes y en la
interpretacion de los resultados obtenidos.

Temas

4.1 Componentes de un microscopio electrénico de barrido
4.2 Interaccion haz-espécimen
4.3 Excitacion electronica de rayos X




4.4 Electrones retrodispersados

4.5 Emision de electrones secundarios

4.6 Preparacion de especimenes y topologia

4.7 Microanalisis de rayos X en Microscopia electronica

UNIDAD 5

Espectroscopia de Rayos X para andlisis elemental

Objetivos particulares
Lograr que el estudiante conozca las diferentes técnicas para el analisis quimico,
la diferencia entre ellas y el potencial para el estudio de materiales.

Temas

5.1 Caracteristicas de los rayos X caracteristicos
5.2 Espectrometria de fluorescencia de rayos X
5.3 Espectroscopia de energia dispersiva de rayos X en microscopios electronicos.
5.4 Analisis cuantitativo y cualitativo

UNIDAD 6

Espectroscopia de Impedancia y caracteristicas corriente-voltaje

Objetivos particulares
Lograr que el estudiante conozca la técnica de espectroscopia de impedancia y de
caracterizacion corriente voltaje.

Temas

6.1 Espectroscopia de Impedancia (IS)

6.2 Caracteristicas corriente voltaje (I-V)

6.3 Andlisis cuantitativo y cualitativo

6.4 Caracterizacion de Materiales usando IS e I-V

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

EQUIPO NECESARIO

- Computadora
- Cafion para proyeccion
- Internet
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACION

SUMATIVA
Formade . . .
Aspecto a Evaluar Evaluacion Evidencia Porcentaje

Proyecto Proyepto Q,e 20%

Investigacion
Examen Examen parcial 60%

Exposicion del
Exposicion estudiante ante 20%

grupo

Total 100%




